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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES

ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS

ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxiéme partie : Essais — Essai B : Chaleur séche

PREAMBULR
1)

D)

B)

Dans le but d’encourager cette unification inteinationale, la CE T exprime le voeu qu
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils preparent ces regles

)

On reconnait qu’il est désirable que I’accord international sur ces qd
nationales de normalisation avec ces recommandations dans 13

ais fondamentaux climatiques et

Des p
en 1961 A ;

Suivant la Re ¢

£

it¢” 50B Essais climatiques,
la base des travaux précé

is¥s pour les températures de plus de 200 °C|
essai de chaleur séche pour les matéricls ¢

Les dec1s1ons ou accords ofﬁmels de la C E Ten ce qu1 concerne les questlons techmques preparés par des Comités d Etudes

Inesuie possible

¢k nationaux

s nationaux ne
hle de ces 1égles

bniser les 1&gles
ermettent Les

du Comité
dents 1éalisés
le 10bustesse

posants ¢élec-
et les articles
lectioniques

et 4 Londies

ités nationaux

1obation des

Norvege
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Danemark Suede
Etats-Unis d’Amérique Suisse
France Tchécoslovaquie
Hongrie Turquie
Inde Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Ttalie Yougoslavie
Japon

Cette recommandation doit &tte utilisée conjointement avec la Publication 68-1 de la

CE1 Essais

fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique applicables aux matériels élect: oniques et a leurs

composants, Premiéte partie Généralités
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S

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES FOR ELECTRONIC
COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2 : Tests — Test B: Dry heat

FOREWORD

1) The formal decisions or agteements of the I E C on technical matters, prepatred by Technical Committees on which all the
National e Htees—-having-a—special-interesi—therein—are—represented—express—as—rearly—as—possi 1t 1
consensus |of opinion on the subjects dealt with

2) They have
sense

the foim of 1ecommendations fo1 international use and they ate accepted by the Natj

3) Inordert
yet no nat
rules in so

4) The desi11
national s
Committe|

This R
Committee |
covering eny

The p1g
has been ad

tecovety clapse It furthermore & electronic equipment
Drafts wele discusun the meets eld™ >w Delhi in 1960 and in London in 1961 As h
iesult of this latter meetipg, & A buitted to the National Committees for apptoval under the
]

Six Months[ Rule in July 9 ; eifts Wwere submitted to the National Committees for approva

undet the T
The fol S ¢itly in favour of publication
Norway
Romania
South Afiica
Sweden
Switzeiland
Germany Tu key
Hungaiy Union of Soviet Socialist Republics
India United Kingdom
Italy United States of America
Japan Yugoslavia

Netherlands

This Recommendation shouid be 1ead in conjunction with TE C Publication 68-1, Basic Environ-
mental Testing Procedures for Electionic Components and Electtonic Equipment, Part 1, General
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES

ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS

ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxi¢me partie : Essais — Essai B : Chaleur séche

SECTION UN - ESSAI Ba: CHALEUR SE

>

ELECTRONIQUES

Objet

Cet essai a pout but de déterminer Paptitude d’un confp t ké a la haute

sur le composant

Mesures initiales

Les composants sont soupri
spécification paiticuliére

et ations mécaniques 1eg

températuie

uises pa1 la

Epreuve
La chambte utilisée etessai voirwaintenir, en tous les points ot les conjposants sont
placés, la températuieNcgqui 3 i6n particuliére, avec une tolérance de - 2°C, piise

paimi les suivaqtes

9,

1 200 °C
+ 155 °C
1 125°C
+ 100 °C
+ 85°C
+ 70°C
4 55°C
+ 40°C

deyraient étre choisies de préfétence parmi les valeuts suivantes: 250 °C, 315 °C, 400 °C,
800 °C et 1000 °C

32

33
34

absence d’auties considéiations, les températuies supéticutes a 200 °C et allant jusqu’a 1000 °C

00 °C, 630 °C,

La chambre sera constiuite de fagon qu’aucun des points ol les composants sont placés ne soit

chauffé par rayonnement direct

Les composants sont intioduits dans la chambre dont I'atmosphére est a la température cor-

respondant au degié de sévéiité et y sont maintenus pendant 16 heures

Si spécifié, les composants sont mis en fonctionnement pendant la duiée de ’épreuve

Pendant qu’ils sont encore & haute température, les composants sont soumis aux mesures et aux

vérifications mécaniques requises pat la spécification particulidie
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES FOR ELECTRONIC

32

33
34

SE

COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2 : Tests — Test B : Dry heat

TION _ONE TEST Ba: DRY HEAT FOR ELECTRONIC COMPONENTS

Object

Initia

Conditioning
The d

are p

specification:

Note

To detetmine the suitability of a component for use or storage af
piiate to its category by observation of the effects of that high teprper

The components shall be measuied 4
speciffcation

pe appip-

measurements

hamber used for this te
aced, the following tén

9,

- In thesabsg
chesen fiom

other considerations, tempetatuies above 200 °C and up to 1000 °C should prefetably [be
following values: 250 °C, 315 °C, 400 °C, 500 °C, 630 °C, 800 °C, 1000 °C

The chamber shall be so constiucted that in no tegion where the components aie placed shall
they be subjected to direct 1adiation from the heating elements of the chambet

The components shall be inttoduced into the chamber, the atmosphere of which is at the temperatme
appropriate to the degree of severity, and shall remain there for 16 hours

If required, the components shall be under load during this conditioning

While still at high tempeiature, the components shall be measured and mechanically checked as
required by the 1elevant specification
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Reprise

41 Alafin de la période indiquée au paragraphe 3 2, les composants sont retités de la chambie

42 s sont maintenus dans les conditions atmosphériques normales de reprise pendant une péiiode
qui ne sera pas infétieuie A 1 heure, ni supérieure a 2 heutes

Note — Sil’on présume que le composant peut ne pas fonctionner normalement pendant la vatiation de tempéiatuie
entre la haute température et la tempéiatuie noimale, le fonctionnement du composant peut étre obse1vé
continuellement pendant la période de 1eprise

5  Mesures finales

Les composants sont soumis aux mesures et aux véiifications mécaniques tequises par la

ST - L. 10
O PLVEIIIVALIULIL PAlLICULIVTC

6f Résumé des détails que doit préciser la spécification particuliere
Lotsque cet essai est presctit dans une spécification particulié

spécifiés:

a) Procéduie de préconditionnement

b) Mesures et véiifications mécaniques a effectuer ava

¢) Degié de sévérité applicable

d) Duiée de I’épreuve si elle est difféiente de cd

e) Conditions de fonctionnemer

/) Mesuies et vérifications méea

g) Mesutes et vérifications méc

h) Toute déiogation

r Paptitude
ité 1equise

mécaniques

9 Chambre d’essai

91  Températuie et humidité ielative
La chambre utilisée pour cet essai doit &tie capable de maintenit dans l’'espace ou le matériel
est placé
a) L’une des températures suivantes requise par la spécification patticuliére
200 4 5°C 100 + 3°C 554 3°C
155 + 5°C 85+ 3°C 40 4 3°C
125 4 5°C 70 +- 3°C 30 4 3°C
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42

Recovery
At the end of the petiod specified in Sub-clause 3 2, the components shall be removed from the
chamber
The components shall temain under standard atmosphetic conditions for 1ecovery for not less than
1 hout nor more than 2 hours
Note —If it is expected that the components may not operate noimally duting the tempetature change between the
high tempeiatute and the standard tempetatute, the components may remain switched on and be measuied
continuously during the 1ecovery peiiod

Final measurements

The components shall be measuied and mechanically checked as requited by the 1elevant
specification
Sumthary of details which may need to be given by the relevant specification

When this test is included in the 1elevant specification, the following<d
a) Ple-conditioning procedure
b) Measurements and mechanical checks to be made prior to the
¢) The appiopriate severity
d) The duration of the test if differtent fiom Sub-clause
e) Lpading during conditioning
f) Measuiements and mechanical checks\to beé\ma i ; oning and the time at which

tHey shall be made

g) Measurements and mechanical checks(to be-madeNat-the end of the test
h) Alny deviations fiom theprocedyre

Chanrber

Temperature and ielative humidity
The chambe: used for this test shall be capable of maintaining in any 1egion whete the equipment
is placed:
a) Any of the following temperatuies as tequited by the relevant specification
200 4 5°C 100 4 3°C 55 4+ 3°C
155 +5°C 85 4+ 3°C 40 4- 3°C
125 4+ 5°C 70 4- 3°C 30 4 3°C
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b) Une humidité absolue ne dépassant pas 20 g de vapeur d’eau par méltie cube d’ai1 (coites-
pondant appioximativement a 50 %; d’humidité relative a 35°C)

92 Construction
La tempéirature a l'intéiieur de la chambie doit &tie commandée par un dispositif thermo-
sensible situé convenablement dans ’espace de tiavail
On doit s’assute1, dans tous les cas, que les conditions existantes en tout point de I’espace de
travail sont homogénes et aussi voisines que possible de celles existantes au voisinage immédiat
du dispositif thermosensible signalé plus haut L’air contenu dans la chambre doit donc &tie continuel-
lement brassé mais pas trop fort de fagon & ne pas provoquer un refioidissement indu du matériel
Le matéiiel en essai ne doit pas étie soumis au 1ayonnement dirgct deséléménts chauffants
de la chambie
On doit avoir soin d’éviter que toute dissipation de chaleug produi iel en essai
n’influe d’une maniéie appiéciable sur les conditions atmosphériques\a Kintén a chambie
Ip  Epreuve de stockage a haute température
Ip 1 Le matériel est soumis a I’épieuve non emballé ¢ 1net » hots-
tension
1D 2 Le matéiiel en essai, étant & la température/ambiante/d [a chambte,

u@bm

Note — L’insertion du matéiiel dans ¢ detgicte se trouve dans les conditfons de haute
températute prescrites n’est a isé ification particuli¢te le tequiert spécifiquenjent

elle-méme 4 cette tempéiature

atiation de

du moment
tesctile une

Epreuve~de forctionnement i haute température

Le matéiiel est soumis a I’épreuve non emballé et dans les conditions « p1ét & fonctiopner » hots-

113

terrsTon

Le matériel en essai, étant a la température ambiante du laboiatoire, est intioduit dans la chambte,
elle-méme a cette tempéiatute

Note — L’insettion du matériel dans la chambie alors que cette deiniére se tiouve dans les conditions de haute
température n’est autorisée que si la spécification particuliéie le requiett spécifiquement

La tempéiature a Pintéiieur de la chambie est alors ajustée 4 la valeur spécifidée La variation de
température ne doit pas étie supérieure a 1°C par minute, cette variation étant comptée pour des
intervalles moyens ne dépassant pas 5 minutes
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92

10
10 1

102

103

104

105

113

— 11 —

b) An absolute humidity not exceeding 20 g of water vapour pet cubic metie of ait (cottesponding
apptoximately to 509 ielative humidity at 35 °C)

Construction

The temperatute in the chamber shall be contiolled by a temperatuice sensing device suitably
located in the woiking space

In any case, cate shall be taken to ensuie that the conditions pievailing at any point in the
working space of the chamber aie homogeneous and ate as near as possible to those prevailing in
the immediate vicinity of the above mentioned temperature sensing device The ai1 in the chamber
shall thetefore be continuously agitated, but not so vigorously as to cause undue cooling of the
equipment

The equipment under test shall not be subjected to ditect 1adiation fiom thgé
of the chamber

nts

Caie shall be taken that any heat dissipation of the equipment undet
influgnce conditions within the chambet

Y ply

Conditioning for storage at high temperature

The pquipment shall be subjected to the test in the unpa
condjition

The be
int1o
Note if
The 1ge
of te es
Whe ns
for 9
At tf
a) b
b) 1gmain i ams 6nditioning for operation at high temperature beginning with Syib-

cl:

Conditioning-for-eperation at high temperature

The fequipment shall be subjected to the test in the unpacked and switched-off *“ 1eady for usle ”?
conditton

The equipment under test, while being at the ambient tempetatute of the laboratory, shall be
inttoduced into the chamber, the latter also being at that tempeiature

Note — Insertion of the equipment while the chamber is at high tempetatwe conditions shall be petmitted only if
specifically called for in the televant specification

The temperature within the chamber shall then be adjusted to the specified value The 1ate of change
of tempetature shall not exceed 1 °C per minute, averaged over a petiod of not moie than 5 minutes
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114

115

116

17

— 12 —

Le matéiiel est exposé aux conditions de haute température jusqu’a ce que I’équilibie theimique
soit atteint

Le matériel est mis sous tension et soumis aux vétifications permettant de s’assurer qu’il est capable
de fonctionnet

Le matéiiel 1este alots en fonctionnement, compte tenu du cycle de fonctionnement spécifié et exposé
a haute température pendant la période prescrite par la spécification paiticuliére Cette pétiode ne
doit pas &tie infétieute a 2 heures Tout dispositif de refioidissement normalement utilisé en setvice
1éel, doit €tre utilisé pendant cette péiiode de I’essai

A la fin de cette période, le matériel, étant encore & haute tempéiature, est soumis aux véiifications

ques et mecaniques n £S NA necitication na gle o possible,examiné visuel-
lement

L’appateil est alo1s mis hois tension

Reprise

bste dans la
5 les limites
s dépasset
5 5 minutes

A la fin de I’épreuve presciite a Iarticle 10 ou a Particle
chambre et la température est progressivement abaissée§
des conditions atmosphériques noimales d’essai

thetmique soit atteint

Le matériel reste dans la chambre jusqu’a cg éq 1Ii@

La spécification particuliéte pe irQ)une-duyé

de matériel donné

de teptise spécifique ppur un type

tte deiniéie se tiouve dans les conditigns de haute

fonctionner notmalement pendant la yariation de
Mmpératuie normale, le matétiel peut rester sous tension
ndant la duiée de 1epiise

treexamin€ visuellement et sournis aux mesutes et aux vétifications nécaniques

eSsai est 1equis, la spécification particuliéie doit stipuler la ou les procédpies d’essai

Les détails suivants doivent &tie spécifiés pour chacune de ces trois procédures d’esdai

141

Stockage

a) Mesures et vérifications mécaniques 2 effectuer avant ’épieuve
b) Température d’essai

¢) Durée de I'épreuve, si elle est différente de 96 heutes

d) Duiée de la reprise, si applicable

e) Mesuies et vérifications mécaniques a effectuer apiés 1eprise

f) Toutes déirogations agiéées pai le client et le fow nisseut


https://iecnorm.com/api/?name=19e1fa22e4d11c58b1b2784f39520cfe

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

